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Introducéo

A adicdo de ZnO em sistemas de SnO,, faz
com que estas ceramicas obtenham elevada
densificagdo quando adicionadas a baixas
concentracdes ®. A utilizacdo de modelos analiticos
para o tratamento dos dados experimentais, pela
determinacdo dos principais parametros cinéticos,
tais como, mecanismo de sinterizacdo e energia de
ativacao, facilita a avaliacéo dos efeitos dos dopantes
sobre o material base. Os modelos analiticos foram
desenvolvidos com base em algumas consideracfes
idealizadas, como particulas esféricas, distribuicédo
do tamanho de particula uniforme, presenca de um
Unico mecanismo e isencéo de crescimento de grao,
0 que ndo ocorre normalmente em sistemas reais ©.
Neste trabalho estudou-se a cinética de sinterizacao
no estagio inicial, com adicdo de 0,6% e 1,2% em
mol de ZnO em diferentes taxas de aquecimento
constante. As amostras foram obtidas por moagem
em meio de alcool isopropilico, Os corpos de prova
foram prensados isostaticamente e sinterizados em
um dilatbmetro até a temperatura de 1350 °C. As
caracterizacbes foram realizadas utilizando as
técnicas de picnometria de hélio, difracédo de raios X
e microscopia eletrénica de varredura acoplada a um
EDS.

Resultados e Discussao

Para a caracterizacao estrutural foi utilizada
a técnica de difracdo de raios X. Nos DRX observa-
se 0s picos caracteristicos somente da fase SnO,
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Figura 1 - Difratograma de raios X para os sistemas
SnO,com 0,6 e 1,2 % de ZnO das amostras sinterizadas
em dilatémetro até a temperatura de 1350 °C.

A densidade apo6s sinterizacao foi determinada
com base na técnica de Picnometria de Hélio, a qual se
apresenta como a mais adequada neste tipo de estudo
em virtude da importdncia da determinacdo da
densidade para a aplicagdo dos modelos analiticos.
Verificou-se que a adicdo de ZnO possibilitou a
obtencdo de ceramicas com densidades relativas
superiores a 90%.

Os métodos de estudo utilizados foram os
propostos por Venkatu-Johnson, Woolfrey-Bannister,
Wang-Raj e Young—Cutler. Com a aplicagéo destes
modelos foi determinada a energia de ativacdo e os
possiveis mecanismos atuantes no sistema.

Tabela 1. Valores de energia de ativagdo e obtidos
pelos diferentes modelos analiticos para o sistema
com 0,6% de ZnO.

Energia
Modelo de Desvio Mecanismo Desvio
Analitico Ativacédo Padrao Dominante Padrio
(kJ.mol | (kJ.mol") | Sinterizacdo
1
)

Wang-Raj | 540,07 + 14,95 0,952 + 0,032
venkatu | 000 | 4 605 2452 | +0,082
Johnson
Woolfrey | oo 6g | +17,34 1,490 + 0,010
Bannister

Conclusées |

A adicdo de ZnO em ceramica de SnO,
possibilitou a obtencdo de ceramica densa.

A andlise dos resultados dos valores do
mecanismo dominante obtido a partir dos modelos
utilizados indica a possibilidade de que mais de um
mecanismo difusional esteja atuando
predominantemente.
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